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摘要(译)

在超声M模式成像中提供结构的自动检测。使用粗略和精细的结构搜
索。例如，确定给定结构的较不易受噪声影响的初始位置或位置范围。
然后改进这个位置。粗略定位和/或精细位置可以使用机器训练的分类
器。其他结构的位置可以用于粗略或精细定位，例如使用马尔可夫随机
场。可以在M模式图像中识别一个或多个结构，而无需用户输入M模式图
像中的位置或沿着线。
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